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Анотація 

Виявлення свирлевих дифектів. 
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Abstract 
    Detection of spider-like distortions  

    Keywords: microdefect, density of microprocessors. 

 

Вступ  

На сьогодні для виявлення свирлевих дефектів, обумовлених мікродефектами структури, застосо-

вуються методи виявлення  якісного контролю наявності свирлевих дефектів у бездислокаційних 

злитках монокристалічного кремнію, осписані в ДСТУ 19658-81 і метод . Додатот [1] 

Дані методи не дозволяють проводити підрахунок дефектів за всією площею пластини і офрієнто-

вані на проведення вимірювання та обробку результатів вимірювання лаборантом. Для усунення да-

них недоліків необхідна розробка нового методу, що дозволяє автоматизувати процес підрахунку 

щільності мікродефектів. 

Запропонований методо полягає у сканування поверхні пластини, розташованої на платформі мік-

роскопа дефектів на отриманому зображенні і підрахунок щільності мікродефектів. 

Підрахунок густини мікродефектів проводять за двома моделями перевірки: однопрохідна модель 

перевірки, повна модель перевірки. Густину мікродефектів обчислюють як суму мікродефектів, поді-

лену на площу сканування. 

Автоматизація підрахунку густини мікродефектів можлива при використанні систем технічного 

зору, що дозволяють проводити комп’ютерну обробку зображення мікродефектів пластини, монокри-

сталічного кремнію, отриманого з мікроскопа. Для визначення основних метрологічниз характерис-

тик обчислювалися такі величини: середнє значення щільності мікродефектів, систематична складова 

абсолютної похибки, систематична складова відносної похибки, середньоквадратичне відхилення, 

випадкова складова основної відносної погрішності 

   

 

Висновки 

Для визначення основних метрологічниз характеристик обчислювалися такі величини: се-

реднє значення щільності мікродефектів, систематична складова абсолютної похибки, систе-

матична складова відносної похибки, середньоквадратичне відхилення, випадкова складова 

основної відносної погрішності 
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